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Udzielono patentu z moca od dmia 10 marca 1954 r. )

Przyrzad stuzy do obliczania odchylenia stan-
dartowego parametru uzywanego w statystyce.

Istota wynalazku jest to, ze przez ruch ply-
ity uzyskuje sie obliczenie warto§ci wyrazenia

Ay - ]/ X+ Xx;+---+X

bez wykonywania jakichkolwiek rachunkéw.

Fig. 1 przedstawia ruchoma plyte przyrzadu,
ktora jest istotng jego czeScia. Fig. 2 przedsta-
wia polozenie poczatkowe i konicowe przyrza-
du przy obliczeniu odchylenia standartowego
"~ préby dziesiecioelementowej.

*) Wiasciciel patentu o$wiadczyl, ze twoéreca
wynalazku jest ob. dr Hugo Steinhaus.

Przyrzad sklada sie z cze$ci istotnej i akce-
soribw. Akicesoriami s3: plyta nieruchoma (np.
deska rysunkowa) z wbitym w nig gwozdzi-
kiem @ i nakluwacz N. Nakluwacz jest to
ostrze metalowe z uchwytem. CzeScig istotng
jest ptyta metalowa lub celuloidowa D, w kt6-
rej wycieto szczeling zalamang pod katem pro-
‘stym w punkcie W (fig. 1). Wzdluz szczelin
umieszczone sg skale, a mianowicie skala X na
prawym ramieniu kata' i skala S na lewym.
Skala X jest centymetrowa z podzialem na
milimetry, a skala S jest tez réwnomierna, ale
o module zaleznym od m. Dla réznych n po-~ .
trzebne sg skale S o odpowiednich modutach,
wykonane na taSmie metalowej lub celuloido-
wej, ktére mozna przykrecaé do plyty D. Na
plycie umieszczone sg dwa uchwyty R, utatwia-
jace przesuwanie jej po rysownicy.



Przypu$émy, ze dokonano 10-ciu pomiardw
aj, as..,Ap9 jakiej§ wielkosci. Chcemy obliczyé
odchylenie standardowe tych pomiaréw. W tym
przypadku n = 10, a modul skali S wynosi
29,18 mm. Przez dodanie otrzymanycp liczb
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uzyskujemy natychmiast 1o

‘a potem przez odejmowanie liczby x; = (a; —a)
(i =1, 2,.., 10). Ptytke D kladzie sie na rysow-
nicy, tak zeby gwozdzik @ pojawil sie w wierz-
chotku W (fig. 2). Teraz wbijamy nakluwacz
N w punkt P; lezacy w szczelinie przy cesze
X3, Po czym obracamy D, tak, zeby W doszio
do Py. Przy tej operacji i wszystkich nastep-
nych gwozdzik @ ma pozostaé w szczelinie
plytki D. Wyjmujemy N (przytrzymujac lews
reka D) i wbijamy w punkt P lezacy w szcze-
linie przy cesze xgnastepnie przez obrét D do-
prowadzamy W do Ps. Znowu wyjmujemy N
i postepujemy jak wyzej, az w koncu W znaj-

dzie sie¢ w punkcie Pjp, w ktérym tkwi N. Te-
raz nie wyjmujemy N, lecz na skali S odczy-
tujemy ceche odchylenia standardowego wska-
zang przez gwozdzik Q.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do obliczania warto§ci wyrazenia

An'l/ X+ xi+...+Xx

- przy czym wartoSci x;, Xs..,
X, sa dowolne, znamienny tym, ze sklada sie
z plyty ruchomej, w ktorej wycieta jest szcze-
lina zalamana prostokatnie, zaopatrzona w od-
powiednie skale i z plyty stalej, zaopatrzonej
w sztyft wchodzacy w szczeling plyty rucho-
mej.

Pafastwowy Instytut
Matematyczny
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